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Усовершенствованный и созданный электрометр (ЭМ) во- первых позволяет, получить но-
вую информацию о физических свойствах материала (стекла и др. твердых тел) [1,2] и их про-
явлении в поле механических сил. Во-вторых, прикладное значение таких исследований также
представляется важным при разработке новых неразрушающих методов контроля за дефектами
структуры материала и способов устранения этих дефектов [3]. Также с появлением химических
волокнистых материалов и со все возрастающим применением пластмасс в технике и быту про-
цессы электростатической зарядки и связанные с ними технологические проблемы и опасности
приобретают все большее значение. Разделение зарядов возникает, например, при протекании
изоляционной жидкости по трубам при заполнении баков самолетов и пластмассовых бензинных
канистр, разбрызгивании аэрозолей и т. д. Предпосылкой для борьбы с электростатическими за-
рядами и для разработки способов их устранения являются измерительные приборы и методы
воспроизведения измеряемых величин, отображающие эффективность принятых мер. Так же как
и при измерениях частичных разрядов, использование сложных и дорогих приборов еще не дает
гарантии правильных результатов измерений.

На основании рассмотренных ЭМ, описанных в работах [3-7] была усовершенствована и раз-
работана новая схема ЭМ. Отличительной особенностью данной схемы является применение на
входе дифференциального каскада, состоящего из двух симметричных полевых транзисторов Т1
и Т2 с изолированным затвором. Следует отметить, что, благодаря разработанной нами схеме
входной цепи ЭМ, была уменьшена входная емкость усилителя, и соответственно увеличена его
чувствительность. Она на два порядка выше, чем у ЭМ [3], и на порядок, чем у ЭМ [7]. Исполь-
зование усовершенствованной и созданной ЭМ способен бесконтактно сканировать и измерять
распределение потенциала ЭП поверхности диэлектриков без искажения формы сигналов в усло-
виях соблюдения постоянства зазора между зондом и образцом [8,9].
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